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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Gleichstrom(DC)-Prüfvorrichtung zum Durch-
führen einer DC-Prüfung bei einer elektronischen 
Vorrichtung. Diese Patentanmeldung bezieht hier 
den Inhalt einer Japanischen Patentanmeldung Nr. 
2004-133955, die am 28. April 2004 eingereicht wur-
de, ein, wenn dies anwendbar ist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Typische Prüfverfahren, die zum Prüfen 
elektronischer Vorrichtungen wie Halbleiterschaltun-
gen verwendet werden, enthalten Gleich-
strom(DC)-Prüfungen. Beispiele der DC-Prüfungen 
sind eine Spannungsanlegungs-/Strommess-Prü-
fung, bei der eine vorbestimmte DC-Spannung an 
eine elektronische Vorrichtung angelegt wird, und 
eine DC-Spannung, die zu der elektronischen Vor-
richtung als ein Ergebnis der Spannungsanlegung 
geliefert wird, wird gemessen, und eine Stromzufüh-
rungs-/Spannungsmess-Prüfung, bei ein vorbe-
stimmter DC-Strom zu einer elektronischen Vorrich-
tung geführt wird und eine zu der elektronischen Vor-
richtung als eine Folge der Stromzuführung gelieferte 
DC-Spannung gemessen wird.

[0003] Fig. 1 zeigt die Ausbildung einer typischen 
DC-Prüfvorrichtung 200. Die DC-Prüfvorrichtung 200
führt eine Spannungsanlegungs-/Strommess-Prü-
fung bei einer elektronischen Vorrichtung 300 durch. 
Die DC-Prüfvorrichtung 200 enthält eine Leistungs-
quelle 202, einen Verstärker 210, mehrere Stromer-
fassungswiderstände 206-1 bis 206-n (n ist eine gan-
ze Zahl gleich 2 oder höher), einen Verstärker 212
und einen Analog/Digital-Wandler (ADC) 204. Die 
Leistungsquell 202 erzeugt eine vorbestimmte Span-
nung. Der Verstärker 210 verstärkt die von der Leis-
tungsquelle 202 erzeugte Spannung und gibt die ver-
stärkte Spannung aus. Die mehrere Stromerfas-
sungswiderstände 206 haben jeweils denselben Wi-
derstandswert und sind parallel zueinander zwischen 
den Verstärker 210 und die elektronische Vorrichtung 
300 geschaltet.

[0004] Die an die elektronische Vorrichtung 300 an-
gelegte Spannung wird zu dem Verstärker 210 zu-
rückgeführt, so dass der Verstärker 210 eine vorbe-
stimmte DC-Spannung erzeugt. Hier gibt der Verstär-
ker 212 eine Spannung aus, die gemäß einer Poten-
tialdifferenz zwischen den Enden der Stromerfas-
sungswiderstände 206 bestimmt ist, und der ADC 
204 misst einen DC-Strom, der zu der elektronischen 
Vorrichtung 300 geliefert wird, auf der Grundlage der 
von dem Verstärker 212 ausgegebenen Spannung.

[0005] Da kein Patent und andere Dokumente, die 

sich auf die vorliegende Erfindung beziehen, gefun-
den wurden, wird die Nennung derartiger Dokumente 
weggelassen.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG DURCH DIE 
ERFINDUNG ZU LÖSENDE PROBLEME

[0006] In der typischen DC-Prüfvorrichtung 200 sind 
die Verstärker 210 und 212 auf demselben Halbleiter-
chip 208 gebildet, und die Stromerfassungswider-
stände 206 sind außerhalb des Halbleiterchips 208
gebildet. Diese Ausbildung führt aus dem folgenden 
Grund zu einer DC-Prüfvorrichtung 200 von erhebli-
cher Größe. Um den Messbereich für den DC-Strom 
variabel zu machen, ist es erforderlich, Schalter zum 
Verbinden/Trennen der mehreren Stromerfassungs-
widerstände 206 vorzusehen und den Messbereich 
durch Betätigen der jeweiligen Schalter zu variieren. 
Daher benötigt die typische DC-Prüfvorrichtung 200
eine große Schaltung getrennt von dem Halbleiter-
chip 208.

[0007] Zusätzlich müssen die Stromerfassungswi-
derstände 206 durch Verwendung des Waferherstel-
lungsprozesses hergestellt werden, um auf dem 
Halbleiterchip 208 gebildet zu werden. Jedoch hat 
der Waferherstellungsprozess Schwierigkeiten bei 
der Ausbildung von Widerständen mit kleinem Tem-
peraturkoeffizienten. Folglich ist der Widerstandswert 
der Stromerfassungswiderstände 206 beeinträchtigt, 
da er bei der Änderung der Temperatur des Halblei-
terchips 208 variiert. Dies setzt die Genauigkeit der 
Strommessung herab.

[0008] Ein Vorteil einiger Aspekte der vorliegenden 
Erfindung besteht darin, eine Prüfvorrichtung vorzu-
sehen, die die vorgenannten Probleme lösen kann. 
Dies wird erreicht durch Kombinieren der in den un-
abhängigen Ansprüchen genannten Merkmale. Die 
abhängigen Ansprüche definieren weitere wirksame 
spezifische Beispiele der vorliegenden Erfindung.

MITTEL ZUM LÖSEN DER PROBLEM

[0009] Ein erstes Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung sieht eine DC-Prüfvorrichtung zum 
Durchführen einer Prüfung durch Anlagen einer 
DC-Spannung und Zuführen eines DC-Stroms zu ei-
ner elektronischen Vorrichtung vor. Die DC-Prüfvor-
richtung enthält einen Leistungszuführungs-Erzeu-
gungsabschnitt, der die DC-Spannung und den 
DC-Strom erzeugt, einen Stromerfassungswider-
stand, der in Reihe zwischen dem Leistungszufüh-
rungs-Erzeugungsabschnitt und der elektronischen 
Vorrichtung vorgesehen ist, und einen Stromerfas-
sungsabschnitt, der einen Pegel des DC-Stroms auf 
der Grundlage einer Potentialdifferenz zwischen En-
den des Stromerfassungswiderstands erfasst. Hier 
enthält der Stromerfassungsabschnitt einen Bezugs-
widerstand, der einen kleineren Temperaturkoeffizi-
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enten als der Stromerfassungswiderstand hat, und 
einen Temperaturkompensationsabschnitt, der den 
Pegel des DC-Stroms durch Multiplizieren der Poten-
tialdifferenz zwischen den Enden des Stromerfas-
sungswiderstands mit einem Koeffizienten, der ent-
sprechend einem Verhältnis zwischen dem Wider-
standswert des Stromerfassungswiderstands und ei-
nem Widerstandswert des Bezugswiderstands be-
stimmt wurde, erfasst.

[0010] Der Temperaturkompensationsabschnitt 
kann haben: einen Stromerfassungsverstärker, der 
eine Spannung ausgibt, die gemäß der Potentialdiffe-
renz zwischen den Enden des Stromerfassungswi-
derstands bestimmt ist, einen künstlichen Wider-
stand, der in Reihe mit einem Ausgangsende des 
Stromerfassungsverstärkers geschaltet ist, wobei der 
künstliche Widerstand im Wesentlichen denselben 
Temperaturkoeffizienten wie der Stromerfassungswi-
derstand hat, und einen Temperaturkompensations-
verstärker, der die von dem Stromerfassungsverstär-
ker ausgegebene Spannung mit einer Verstärkungs-
rate verstärkt, die gemäß einem Verhältnis zwischen 
einem Widerstandswert des künstlichen Widerstands 
und dem Widerstandswert des Bezugswiderstands 
bestimmt ist, und die verstärkte Spannung ausgibt.

[0011] Mehrere Stromerfassungswiderstände kön-
nen parallel zueinander zwischen dem Leistungszu-
führungs-Erzeugungsabschnitt und der elektroni-
schen Vorrichtung vorgesehen sein. Es ist bevorzugt, 
dass der Leistungszuführungs-Erzeugungsabschnitt, 
der Stromerfassungswiderstand, der Stromerfas-
sungsverstärker, der künstliche Widerstand und der 
Temperaturkompensationsverstärker auf demselben 
Halbleiterchip gebildet sind, und dass der Bezugswi-
derstand außerhalb des Halbleiterchips gebildet ist. 
Der Stromerfassungswiderstand und der künstliche 
Widerstand können durch denselben Waferherstel-
lungsprozess gebildet sein.

[0012] Der Temperaturkompensationsverstärker 
kann ein Differenzverstärker sein und ein positiver 
Eingangsanschluss des Temperaturkompensations-
verstärkers kann geerdet sein. Der künstliche Wider-
stand kann in Reihe zwischen einem negativen Ein-
gangsanschluss des Temperaturkompensationsver-
stärkers und einem Ausgangsanschluss des Stro-
merfassungsverstärkers vorgesehen sein. Der Be-
zugswiderstand kann in Reihe zwischen einem Aus-
gangsanschluss und dem negativen Eingangsan-
schluss des Temperaturkompensationsverstärkers 
vorgesehen sein.

[0013] Die DC-Prüfvorrichtung kann weiterhin ent-
halten: einen Rückführungsabschnitt, der eine an die 
elektronische Vorrichtung angelegte Spannung zu-
rückführt zu dem Leistungszuführungs-Erzeugungs-
abschnitt und die von dem Leistungszuführungs-Er-
zeugungsabschnitt erzeugte DC-Spannung so steu-

ert, dass sie eine vorbestimmte Spannung ist, und ei-
nen Messabschnitt, der den DC-Strom auf der 
Grundlage der von dem Temperaturkompensations-
verstärker ausgegebenen Spannung misst. Der Leis-
tungszuführungs-Erzeugungsabschnitt kann den 
DC-Strom so steuern, dass er ein vorbestimmter 
Strom ist, auf der Grundlage der von dem Tempera-
turkompensationsabschnitt ausgegebenen Span-
nung, und die DC-Prüfvorrichtung kann weiterhin ei-
nen Messabschnitt enthalten, der eine an die elektro-
nische Vorrichtung angelegte Spannung misst.

[0014] Hier sind nicht alle notwendigen Merkmale 
der vorliegenden Erfindung in der Zusammenfassung 
der Erfindung aufgeführt. Die Unterkombinationen 
der Merkmale können auch die Erfindung werden.

WIRKUNG DER ERFINDUNG

[0015] Einige Ausführungsbeispiele der vorliegen-
den Erfindung können eine DC-Prüfvorrichtung mit 
kleinem Schaltungsumfang ergeben, die eine Tem-
peraturkompensation für die Genauigkeit der Stro-
merfassung vorsieht.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Fig. 1 zeigt die Ausbildung einer typischen 
DC-Prüfvorrichtung 200.

[0017] Fig. 2 zeigt ein Beispiel für die Ausbildung ei-
ner DC-Prüfvorrichtung 100 gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0018] Fig. 3 zeigt ein anderes Beispiel für die Aus-
bildung der DC-Prüfvorrichtung 100.

BESTE ART DER AUSFÜHRUNG DER ERFIN-
DUNG

[0019] Nachfolgend werden einige Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung beschrieben. Die 
Ausführungsbeispiele beschränken die Erfindung ge-
mäß den Ansprüchen nicht, und alle Kombinationen 
der in den Ausführungsbeispielen beschriebenen 
Merkmale sind nicht notwendigerweise wesentlich für 
Mittel, die durch Aspekte der Erfindung vorgesehen 
sind.

[0020] Fig. 2 zeigt ein Beispiel für die Ausbildung ei-
ner DC-Prüfvorrichtung 100, das sich auf ein Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung bezieht. 
Die DC-Prüfvorrichtung 100 führt eine Prüfung durch 
Anlegen einer DC-Spannung und Zuführen eines 
DC-Stroms zu einer elektronischen Vorrichtung 300, 
die beispielsweise eine Halbleitervorrichtung ist, 
durch. Die DC-Prüfvorrichtung 100 enthält eine Leis-
tungsquelle 10, einen Analog/Digital-Wandler (ADC) 
12, mehrere Schalter (22, 24, 26 und 28), einen Leis-
tungszuführungs-Erzeugungsabschnitt 30, mehrere 
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Stromerfassungswiderstände (32-1 bis 32-n, n ist ein 
ganze Zahl gleich 2 oder höher), einen Stromerfas-
sungsabschnitt 40 und eine Rückführungsleitung 48.

[0021] Im Folgenden wird zuerst kurz die Arbeits-
weise der Prüfvorrichtung 100 zum Durchführen ei-
ner Spannungsanlegungs-/Strommessungs-Prüfung 
beschrieben, wobei eine vorbestimmte DC-Span-
nung an die elektronische Vorrichtung 300 angelegt 
wird und ein DC-Strom, der zu der elektronischen 
Vorrichtung 300 als Ergebnis der Spannungsanle-
gung geliefert wird, gemessen wird. Wenn die Prüf-
vorrichtung 100 diesen Typ von Prüfung durchführt, 
sind die Schalter 22 und 28 kurzgeschlossen und die 
Schalter 24 und 26 sind geöffnet.

[0022] Die Leistungsquelle 10 erzeugt eine vorbe-
stimmte Spannung, und der Leistungszuführungs-Er-
zeugungsabschnitt 30 erzeugt eine DC-Spannung, 
die gemäß der von der Leistungsquelle 10 angeleg-
ten Spannung bestimmt ist. Hier ist jeder der mehre-
ren Stromerfassungswiderstände 32 in Reihe mit 
dem Ausgangsanschluss des Leistungszufüh-
rungs-Erzeugungsabschnitts 30 und dem Eingangs-
anschluss der elektronischen Vorrichtung 300 so vor-
gesehen, dass er zwischen diesen angeordnet ist. 
Mit anderen Worten, die Stromerfassungswiderstän-
de 32 sind parallel zueinander so vorgesehen, dass 
sie zwischen dem Leistungszuführungs-Erzeugungs-
abschnitt 30 und der elektronischen Vorrichtung 300
vorgesehen sind.

[0023] Die Rückführungsleitung 48 führt die an die 
elektronische Vorrichtung 300 angelegte Spannung 
zu dem Leistungszuführungs-Erzeugungsabschnitt 
30 über den Schalter 22 zurück, so dass der Leis-
tungszuführungs-Erzeugungsabschnitt 30 eine vor-
bestimmte DC-Spannung erzeugt. D.h., die Rückfüh-
rungsleitung 48 und der Schalter 22 wirken zusam-
men als ein Rückführungsabschnitt bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Der Leis-
tungszuführungs-Erzeugungsabschnitt 30 ist bei-
spielsweise ein Differenzverstärker und empfängt die 
von der Leistungsquelle 10 erzeugte Spannung an 
seinem positiven Eingangsanschluss und die durch 
den Rückführungsabschnitt zurückgeführte Span-
nung an seinem negativen Eingangsanschluss. Auf 
der Grundlage einer derartigen Konfiguration legt der 
Leistungszuführungs-Erzeugungsabschnitt 30 eine 
vorbestimmte DC-Spannung an die elektronische 
Vorrichtung 300 an.

[0024] Der Stromerfassungsabschnitt 40 erfasst 
den Pegel des zu der elektronischen Vorrichtung 300
gelieferten DC-Stroms auf der Grundlage der Poten-
tialdifferenz zwischen den Enden der Stromerfas-
sungswiderstände 32. Genauer gesagt, gemäß der 
vorliegenden Erfindung erfasst der Stromerfassungs-
abschnitt 40 den durch einen Stromerfassungswider-
stand 32 fließenden Strom auf der Grundlage der Po-

tentialdifferenz. Dann multipliziert der Stromerfas-
sungsabschnitt 40 den erfassten Strom mit der An-
zahl der parallel geschalteten Stromerfassungswi-
derstände 32, um den zu der elektronischen Vorrich-
tung 300 gelieferten DC-Strom zu messen. Hier kann 
die Prüfvorrichtung 100 zusätzlich Schalter enthal-
ten, um die Anzahl der parallel geschalteten Stromer-
fassungswiderstände 32 zu verändern. Wenn dies 
der Fall ist, kann die Prüfvorrichtung 100 den Mess-
bereich für den DC-Strom durch Einstellen der An-
zahl der parallel geschalteten Stromerfassungswi-
derstände 32 in verschiedene Werte ändern.

[0025] Der ADC 12 empfängt über den Schalter 28
eine Spannung, die der Stromerfassungsabschnitt 40
gemäß dem erfassten Strom ausgibt, und misst den 
zu der elektronischen Vorrichtung 300 gelieferten 
DC-Strom durch Analog/Digital-Umwandlung der 
Spannung. Mit anderen Worten, der ADC 12 wirkt als 
ein Messabschnitt zum Messen des DC-Stroms auf 
der Grundlage der von dem Temperaturkompensati-
onsverstärker 38 ausgegebenen Spannung.

[0026] Im Folgenden wird kurz die Arbeitsweise der 
Prüfvorrichtung 100 zum Durchführen einer Stromzu-
führungs-/Spannungsmess-Prüfung beschrieben, 
wobei ein vorbestimmter DC-Strom zu der elektroni-
schen Vorrichtung 300 geführt wird, und eine an die 
elektronische Vorrichtung 300 als ein Ergebnis der 
Stromzuführung angelegte DC-Spannung wird ge-
messen. Wenn die Prüfvorrichtung 100 diesen Typ 
von Prüfung durchführt, sind die Schalter 22 und 28
geöffnet und die Schalter 24 und 26 sind kurzge-
schlossen.

[0027] Die Leistungsquelle 10 erzeugt eine vorbe-
stimmte Spannung, und der Leistungszuführungs-Er-
zeugungsabschnitt 30 erzeugt einen DC-Strom, der 
gemäß der von der Leistungsquelle 10 angelegten 
Spannung bestimmt ist. Hier wird an den negativen 
Eingangsanschluss des Leistungszuführungs-Erzeu-
gungsabschnitts 30 eine Spannung angelegt, die ge-
mäß dem von dem Stromerfassungsabschnitt 40 er-
fassten Strom bestimmt ist. Mit einer derartigen Kon-
figuration kann der Leistungszuführungs-Erzeu-
gungsabschnitt 30 einen vorbestimmten DC-Strom 
zu der elektronischen Vorrichtung 300 liefern. Der 
ADC 12 führt eine Analog/Digital-Umwandlung der 
Spannung durch, die als Ergebnis der Zuführung des 
vorbestimmten DC-Stroms zu der elektronischen 
Vorrichtung 300 an die elektronische Vorrichtung an-
gelegt wird, um die DC-Spannung zu messen. Mit an-
deren Worten, der ADC 12 wirkt als ein Messab-
schnitt zum Messen der an die elektronische Vorrich-
tung 300 angelegten DC-Spannung.

[0028] Im Folgenden wird die Ausbildung des Stro-
merfassungsabschnitts 40 erläutert. Der Stromerfas-
sungsabschnitt 40 enthält einen Temperaturkompen-
sationsabschnitt 50 und einen Bezugswiderstand 14. 
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Der Bezugswiderstand 14 hat einen kleineren Tem-
peraturkoeffizienten als die Stromerfassungswider-
stände 32. D.h., der Bezugswiderstand 14 zeigt eine 
kleinere Änderung des Widerstandswerts, wenn sich 
die umgebende Temperatur ändert, im Vergleich zu 
den Stromerfassungswiderständen 32.

[0029] Der Temperaturkompensationsabschnitt 50
erfasst den Pegel des zu der elektronischen Vorrich-
tung 300 gelieferten DC-Stroms durch Multiplizieren 
der Potentialdifferenz zwischen den Enden der Stro-
merfassungswiderstände 32 mit einem Koeffizienten, 
der gemäß dem Verhältnis zwischen dem Wider-
standswert der Stromerfassungswiderstände 32 und 
dem Widerstandswert des Bezugswiderstands 14
bestimmt ist. Beispielsweise multipliziert der Tempe-
raturkompensationsabschnitt 50 die Potentialdiffe-
renz zwischen den Enden der Stromerfassungswi-
derstände 32 mit einem Koeffizienten, der durch Tei-
len des Widerstandswerts des Bezugswiderstands 
14 durch den Widerstandswert der Stromerfassungs-
widerstände 32 erhalten wurde. Auf diese Weise 
kann der Temperaturkompensationsabschnitt 50 die 
Verschlechterung der Stromerfassungsgenauigkeit 
verhindern, die sich aus einer durch eine Änderung 
der umgebenden Temperatur bewirkten Änderung 
des Widerstandswerts der Stromerfassungswider-
stände 32 ergibt.

[0030] Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel enthält der Temperaturkompensationsabschnitt 
50 einen Stromerfassungsverstärker 34, einen künst-
lichen Widerstand 36 und einen Temperaturkompen-
sationsverstärker 38. Der Stromerfassungsverstärker 
34 gibt eine gemäß der Potentialdifferenz zwischen 
den Enden der Stromerfassungswiderstände 32 be-
stimmte Spannung aus. Der künstliche Widerstand 3
ist in Reihe mit dem Ausgangsende des Stromerfas-
sungsverstärkers 34 geschaltet. Hier hat der künstli-
che Widerstand 36 im Wesentlichen denselben Tem-
peraturkoeffizienten wie die Stromerfassungswider-
stände 32.

[0031] Der Temperaturkompensationsverstärker 38
verstärkt die von dem Stromerfassungsverstärker 34
ausgegebene Spannung mit einer gemäß dem Ver-
hältnis zwischen den Widerstandswert des künstli-
chen Widerstands 36 und dem Widerstandswert des 
Bezugswiderstands 14 bestimmten Verstärkungsrate 
und gibt die verstärkte Spannung aus. Hier ist der 
Temperaturkompensationsverstärker 38 beispiels-
weise ein Differenzverstärker, und sein positiver Ein-
gangsanschluss ist geerdet. Der künstliche Wider-
stand 36 ist in Reihe zwischen den negativen Ein-
gangsanschluss des Temperaturkompensationsver-
stärkers 38 und den Ausgangsanschluss des Stro-
merfassungsverstärkers 34 geschaltet. Der Bezugs-
widerstand 14 ist in Reihe zwischen dem Ausgangs-
anschluss und dem negativen Eingangsanschluss 
des Temperaturkompensationsverstärkers 38 vorge-

sehen.

[0032] Es ist hier bevorzugt, dass der Leistungszu-
führungs-Erzeugungsabschnitt 30, die Stromerfas-
sungswiderstände 32, der Stromerfassungsverstär-
ker 34, der künstliche Widerstand 36, der Tempera-
turkompensationsverstärker 38, die Schalter 22, 24, 
26 und 28 sowie die Rückführungsleitung 48 auf 
demselben Halbleiterchip 20 gebildet sind, und dass 
der Bezugswiderstand 14 außerhalb des Halbleiter-
chips 20 gebildet ist. Indem er außerhalb des Halblei-
terchips 20 vorgesehen ist, kann der Bezugswider-
stand 14, der einen kleinen Temperaturkoeffizienten 
hat, leicht gebildet werden. Zusätzlich kann die Prüf-
vorrichtung 100 trotz des Vorsehens der mehreren 
Stromerfassungswiderstände 32 eine Temperatur-
kompensation durchführen, wobei es möglich ist, ei-
nen geringen Schaltungsumfang zu erzielen. Dies er-
gibt sich daraus, dass die Temperaturkompensation 
möglich gemacht werden kann durch Vorsehen eines 
Bezugswiderstands 14 außerhalb des Halbleiter-
chips 20.

[0033] Die Stromerfassungswiderstände 32 und der 
künstliche Widerstand 36 können durch denselben 
Waferherstellungsprozess gebildet werden. Indem 
sie durch denselben Waferherstellungsprozess her-
gestellt werden, können die Stromerfassungswider-
stände 32 und der künstliche Widerstand 36 auf ein-
fache Weise so ausgebildet werden, dass sie im We-
sentlichen dieselben Eigenschaften haben. Hier be-
findet sich der künstliche Widerstand 36 vorzugswei-
se in der Nähe der Stromerfassungswiderstände 32.

[0034] Wie vorstehend beschrieben ist, kann, wenn 
der Widerstandswert der Stromerfassungswiderstän-
de 32 sich aufgrund der Temperaturänderung ändert, 
der Stromerfassungsabschnitt 40 gemäß der vorlie-
genden Erfindung die Änderung des Widerstands-
werts kompensieren, wodurch eine hochgenaue 
Stromerfassung ermöglicht wird. Aufgrund dieses 
Vorteils kann der Stromerfassungsabschnitt 40 den 
DC-Strom genau messen, wenn eine Spannungsan-
legungs-/Strommessungs-Prüfung durchgeführt 
wird, und er kann den DC-Strom genau erzeugen, 
wenn eine Stromzuführungs-/Spannungsmes-
sungs-Prüfung durchgeführt wird.

[0035] Fig. 3 zeigt ein anderes Beispiel für die Aus-
bildung der DC-Prüfvorrichtung 100. Die DC-Prüfvor-
richtung 100 gemäß diesem Ausführungsbeispiel 
enthält Widerstände 42 und 44 sowie einen Verstär-
ker 46 zusätzlich zu den Bestandteilen der DC-Prüf-
vorrichtung 100 gemäß dem vorhergehenden, in 
Fig. 2 illustrierten Ausführungsbeispiel. Der Leis-
tungszuführungs-Erzeugungsabschnitt 30 gemäß
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist ein inver-
tierender Differenzverstärker. Der negative Ein-
gangsanschluss des Leistungszuführungs-Erzeu-
gungsabschnitts 30 empfängt die von der Leistungs-
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quelle 10 erzeugte Spannung über den Widerstand 
42, und der positive Eingangsanschluss ist geerdet.

[0036] Wenn die DC-Prüfvorrichtung 100 eine 
Spannungsanlegungs-/Strommess-Prüfung durch-
führt, führt die Rückführungsleitung 48 die DC-Span-
nung zu dem negativen Eingangsanschluss des Leis-
tungszuführungs-Erzeugungsabschnitts 30 über den 
Verstärker 46, den Schalter 22 und den Widerstand 
44 zurück. Wenn die DC-Prüfvorrichtung 100 eine 
Stromzuführungs-/Spannungsmess-Prüfung durch-
führt, führt der Stromerfassungsabschnitt 40 den 
DC-Strom zu dem negativen Eingangsanschluss des 
Leistungszuführungs-Erzeugungsabschnitts 30 über 
den Schalter 24 und den Widerstand 44 zurück.

[0037] Die DC-Prüfvorrichtung 100 mit der vorbe-
schriebenen Ausbildung kann auch eine Temperatur-
kompensation durchführen, wobei es möglich ist, ei-
nen kleinen Schaltungsumfang zu erzielen, ähnlich 
wie bei der mit Bezug auf Fig. 2 illustrierten DC-Prüf-
vorrichtung 100.

[0038] Während die Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung beschrieben wurden, ist der 
technische Umfang der Erfindung nicht durch die vor-
beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt. Es 
ist für den Fachmann augenscheinlich, dass ver-
schiedene Änderungen und Verbesserungen zu den 
vorbeschriebenen Ausführungsbeispielen hinzuge-
fügt werden können. Es ist auch anhand des Be-
reichs der Ansprüche augenscheinlich, dass die Aus-
führungsbeispiele, denen derartige Änderungen und 
Verbesserungen hinzugefügt sind, in den techni-
schen Umfang der Erfindung eingeschlossen werden 
können.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0039] Wie vorstehend deutlich gezeigt ist, können 
einige Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung eine DC-Prüfvorrichtung mit geringem Schal-
tungsaufwand ergeben, die eine Temperaturkompen-
sation für die Stromerfassungsgenauigkeit durchfüh-
ren kann.

Zusammenfassung:

[0040] Es ist eine DC-Prüfvorrichtung zum Durch-
führen einer Prüfung durch Anlegen einer DC-Span-
nung und Zuführen eines DC-Stroms zu einer elek-
tronischen Vorrichtung vorgesehen. Die DC-Prüfvor-
richtung enthält einen Leistungszuführungs-Erzeu-
gungsabschnitt, der die DC-Spannung und den 
DC-Strom erzeugt, einen Stromerfassungswider-
stand, der in Reihe zwischen dem Leistungszufüh-
rungs-Erzeugungsabschnitt und der elektronischen 
Vorrichtung vorgesehen ist, und einen Stromerfas-
sungsabschnitt, der einen Pegel des DC-Stroms auf 
der Grundlage einer Potentialdifferenz zwischen En-

den des Stromerfassungswiderstands erfasst. Der 
Stromerfassungsabschnitt enthält einen Bezugswi-
derstand, der einen kleineren Temperaturkoeffizien-
ten als der Stromerfassungswiderstand hat, und ei-
nen Temperaturkompensationsabschnitt, der den Pe-
gel des DC-Stroms durch Multiplizieren der Potential-
differenz zwischen den Enden des Stromerfassungs-
widerstands mit einem Koeffizienten, der gemäß ei-
nem Verhältnis zwischen einem Widerstandswert 
des Stromerfassungswiderstands und einem Wider-
standswert des Bezugswiderstands bestimmt ist, er-
fasst.

Patentansprüche

1.  DC-Prüfvorrichtung zum Durchführen einer 
Prüfung durch Anlegen einer DC-Spannung und Zu-
führen eines DC-Stroms zu einer elektronischen Vor-
richtung, welche DC-Prüfvorrichtung aufweist:  
einen Leistungszuführungs-Erzeugungsabschnitt, 
der die DC-Spannung und den DC-Strom erzeugt;  
einen Stromerfassungswiderstand, der in Reihe zwi-
schen dem Leistungszuführungs-Erzeugungsab-
schnitt und der elektronischen Vorrichtung vorgese-
hen ist; und  
einen Stromerfassungsabschnitt, der einen Pegel 
des DC-Stroms auf der Grundlage einer Potentialdif-
ferenz zwischen Enden des Stromerfassungswider-
stands erfasst, welcher Stromerfassungsabschnitt 
enthält:  
einen Bezugswiderstand, der einen kleineren Tempe-
raturkoeffizienten als der Stromerfassungswider-
stand hat; und  
einen Temperaturkompensationsabschnitt, der den 
Pegel des DC-Stroms durch Multiplizieren der Poten-
tialdifferenz zwischen den Enden des Stromerfas-
sungswiderstands mit einem Koeffizienten, der ge-
mäß einem Verhältnis zwischen einem Widerstands-
wert des Stromerfassungswiderstands und einem 
Widerstandswert des Bezugswiderstands bestimmt 
ist, erfasst.

2.  DC-Prüfvorrichtung nach Anspruch 1, bei der 
der Temperaturkompensationsabschnitt aufweist:  
einen Stromerfassungsverstärker, der eine gemäß
der Potentialdifferenz zwischen den Enden des Stro-
merfassungswiderstands bestimmte Spannung aus-
gibt;  
einen künstlichen Widerstand, der in Reihe mit einem 
Ausgangsende des Stromerfassungsverstärkers ge-
schaltet ist, welcher künstliche Widerstand im We-
sentlichen denselben Temperaturkoeffizienten wie 
der Stromerfassungswiderstand hat; und  
einen Temperaturkompensationsverstärker, der die 
von dem Stromerfassungsverstärker ausgegebene 
Spannung mit einer Verstärkungsrate verstärkt, die 
gemäß einem Verhältnis zwischen einem Wider-
standswert des künstlichen Widerstands und dem 
Widerstandswert des Bezugswiderstands bestimmt 
ist, und die verstärkte Spannung ausgibt.
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3.  DC-Prüfvorrichtung nach Anspruch 2, bei der 
mehrere Stromerfassungswiderstände parallel zuein-
ander zwischen dem Leistungszuführungs-Erzeu-
gungsabschnitt und der elektronischen Vorrichtung 
vorgesehen sind.

4.  DC-Prüfvorrichtung nach Anspruch 2, bei der 
der Leistungszuführungs-Erzeugungsabschnitt, der 
Stromerfassungswiderstand, der Stromerfassungs-
verstärker, der künstliche Widerstand und der Tem-
peraturkompensationsverstärker auf demselben 
Halbleiterchip gebildet sind, und der Bezugswider-
stand außerhalb des Halbleiterchips gebildet ist.

5.  DC-Prüfvorrichtung nach Anspruch 4, bei der 
der Stromerfassungswiderstand und der künstliche 
Widerstand durch denselben Waferherstellungspro-
zess gebildet sind.

6.  DC-Prüfvorrichtung nach Anspruch 4, bei der 
der Temperaturkompensationsverstärker ein Diffe-
renzverstärker ist und ein positiver Eingangsan-
schluss des Temperaturkompensationsverstärkers 
geerdet ist,  
der künstliche Widerstand in Reihe zwischen einem 
negativen Eingangsanschluss des Temperaturkom-
pensationsverstärkers und dem Ausgangsanschluss 
des Stromerfassungsverstärkers vorgesehen ist, und  
der Bezugswiderstand in Reihe zwischen einem Aus-
gangsanschluss und dem negativen Eingangsan-
schluss des Temperaturkompensationsverstärkers 
vorgesehen ist.

7.  DC-Prüfvorrichtung nach Anspruch 6, welche 
weiterhin aufweist  
einen Rückführungsabschnitt, der eine an die elek-
tronische Vorrichtung angelegte Spannung zu dem 
Leistungszuführungs-Erzeugungsabschnitt zurück-
führt und die von dem Leistungszuführungs-Erzeu-
gungsabschnitt erzeugte DC-Spannung auf eine vor-
bestimmte Spannung steuert; und  
einen Messabschnitt, der den DC-Strom auf der 
Grundlage der von dem Temperaturkompensations-
verstärker ausgegebenen Spannung misst.

8.  DC-Prüfvorrichtung nach Anspruch 6, bei der 
der Leistungszuführungs-Erzeugungsabschnitt den 
DC-Strom so steuert, dass er ein vorbestimmter 
Strom auf der Grundlage der von dem Temperatur-
kompensationsabschnitt ausgegebenen Spannung 
ist, und die DC-Prüfvorrichtung weiterhin einen Mes-
sabschnitt aufweist, der eine an die elektronische 
Vorrichtung angelegte Spannung misst.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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